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G12 DETALLESO PARTESCONSTITUTIVASDE INSTRUMENTOS
G12B DETALLES O PARTES CONSTITUTIVAS DE INSTRUMENTOS O DETALLES O PARTES CONSTITUTIVAS
COMPARABLESDE OTROSAPARATOS, NO PREVISTOSEN OTRO LUGAR
Notas
Q) La presente subclase cubre Unicamente los detalles que no estan limitados a los instrumentos de medida o a todo aparato cubierto
por una sola subclase.
2 La presente subclase no cubre:
— los detalles cubiertos por una de las subclases de las secciones A, F, G o H. En particular, los detalles que estan limitados alos
instrumentos de medida estan cubiertos por las subclases apropiadas de GO1, p. €. GO1D;
— losdetalles estructurales limitados a los aparatos el éctricos, p. €. cgjas, blindagjes, que estan cubiertos por HO5K o las subclases
correspondientes de la seccion H.
(©)] Es importante tener en cuenta las notas que siguen a titulo de la seccidn G, especialmente en lo que se refiere ala definicion dela
expresion “medida’ en lanota (2) que sigue d titulo de la clase GO1.
Esquema general
ELEMENTOS SENSIBLES QUE GUARNICION O SOPORTES; ELEMENTOS
PRODUCEN UN MOVIMIENTO O UN INDICADORES.........cootiieiiririririeie e 9/00; 11/00
DESPLAZAMIENTO; DETALLES DE VERIFICACION.......ovoeeveeeeeeeeieeseeeeeseesssesssesesseessssnsssssnees 13/00
MOVIMIENTO ..ottt 1/00; 3/00 REFRIGERACION: PANTALLAS oo 15/00: 17/00

REGULACION DE LA POSICION O DE LA

DETALLES DE APARATOS QUE EMPLEAN

ACTITUD; COMPENSACION DE
TEMPERATURA ..ot 5/00; 7/00 TECNICASDE BARRIDO CON SONDAS vt 21/00
1/00 Elementos sensibles capaces de producir un 9/04 . . Detales, p. §. cubierta
movimiento o un desplazamiento con fines no 9/06 . . . Caasmetdicas
limitados a la medida; M ecanismos de transmision 9/08 . Soportes, Dispositivos parael transporte
asociados correspondientes o 9/10 Cuadros de instrumentos; Paneles; Pupitres;
1/02 Bande)s 0 placas compuestas, p. §. bi metallf:?s Soportes; Bastidores
(termdmetros que utilizan elementos bimetalicos
GO1K 5/62) 11/00 Elementosindicadores; Su iluminacion
1/04 Cuerpos huecos que tienen partes deformables o 11/02 . Escaas, Cuadrantes
desplazables bajo € efecto delapresion, p. . tubo 11/04 . Indices; Mecanismos de regulacion correspondientes
de Bourdon, fuelles (fuelles en general F16J 3/00)
13/00  Verificacion deinstrumentos o aparatos (verificacion
3/00 Detalles de movimientos no previstos en otro lugar de instrumentos de medida G01)
(detalles de aparatos que emplean tecnicas de barrido ) . _ y o .
con sonda G12B 21/00; amortiguamiento de chogues o 15/00  Refrigeracion (por refrigeracion, p. g. circulacion de
de vibraciones en general F16F; medios para evitar €l un fluido refrigerado, F25D; detalles de
desequilibrio de fuerzas F16F 15/00; ensayo de intercambiadores de calor o de dispositivos de transporte
equilibrado GO1M) [1,7] de calor de aplicacion general F28F)
3/02 Inmovilizacion de movimientos, es decir, blogueo de 15/02 . por sistemas de circulacion de fluido en circuito
movimientos cuando no son utilizados cerrado
3/04 Suspension (cojinetes F16C) 15/04 . por corrientes defluidos, p. g. aire, en circuito
3/06 Reduccion de los efectos de friccion, p. €. por abierto
vibracién (por lubrificacion F16N) 15/06 . por contacto con masas absorbentes o radiantes del
3/08 Amortiguamiento de movimientos, p. . para evitar calor, p. . bafio refrigerante
|as oscil a.(:l.on&s enéd momento delalectura 17/00 Pantallas (aislamiento u otras protecciones de edificios
3/10 que utilizan las corrientes de Foucault E04B: proteccion de urgencia de aparatos en general
o c iz ; - F16P 7/00; relativas alas ondas sonoras G10K 11/00;
5/00 Regulacion dela posicion o dela actitud, p. €. nivel ) ’ . '
deinstrumentos o de otros apar atos, o de sus partes relativas a|as radiaciones nucleares G21F)
constitutivas (niveles en si GO1C 9/00); Compensacion
N . : Nota
de efectos de inclinacion o de aceleracion, p. g. para
aparatos de optica El presente grupo cubre:
7/00 Compensacion de efectos de temper atura (por - :a pr;)(;_ecq on de |nstrur_n?||1tos u otros aPara“?s contra
enfriamiento G12B 15/00) asradiaciones u otras influencias exteriores;
— las medidas preventivas contrala emision de
9/00  Guarnicion o soportes de instrumentos o de otros radiaciones indeseables u otras influencias por los
aparatos instrumentos u otros aparatos.
9/02 Cajas, Guarnicion; Habitacul os (dispositivos de
estanqueidad para los 6rganos de transmision F16J, 17/02 . contralos campos e éctricos o magnéticos, p. €.
particularmente F16J 15/50) ondas radio
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17/04 . contralaluzvisible ultravioleta, o infrarroja Cc23C Tratamientos superficiales de
(pantallas para dispositivos de iluminacién F21V; materiales metdlicos
filtros dpticos G02B 5/20) G01B Medida de dimensiones
17/06 . contrael calor (G12B 17/04 tiene prioridad:; GOIN  13/10 Investigacion o andlisis dela
refrigeracion G12B 15/00) estructura a escala atomica de
17/08 . contralasinfluencias que producen deterioros una superficie
mecanicos, p. §. causados por una explosién, por un G11B 912
objeto exterior, por una persona (G12B 17/02 a GlB 1124 ) .
G12B 17/06 tienen prioridad) GlB  13/08 Registro o reproduccion de
informacion
21/00 Detalles de aparatos que emplean técnicas de barrido HO1J 37/00 Tubos de descarga provistos de
con sonda [7] medios que permiten la
introduccion de objetos o de un
Notas material para ser expuestosala
o . descarga
Q) E_n e_s@e grupo I _asgmente expresion se usa con €l HO1L Procesos 0 aparatos
significado indicado: [7] especialmente adaptados ala
“sonda’ se refiere aun dispositivo deinterfaz, p. g. fabricacion de dispositivos
una aguja de punta aguda, que define una zona semiconductores o de estado
transductora donde se produce unainteraccion, p. §. lido

la generacion de una corriente por efecto tunel

do | da se hall d
cuando la sonda se hallamuy cerca de una 21/02 . Sondas[7]

superficie [7]
@) Esimportante tener en cuenta |as notas siguientes a los 21/04 . . Sondas de efecto tinel [7]
titulos de la clase B81 y de la subclase B81B relativas a 21/06 . . Sondas opticas de campo cercano [7]
“dispositivos de microestructura’ y “sistemas de 21/08 . . Sondasde fuerzasatdmicas[7]
microestructura” y las notas siguientes al titulo dela 21/10 . . Sondas de fuerzas magnéticas[7]
subclase B82B relativas a“nanoestructuras’. [7] 21/12 . . Sondasde fuerzas electrostaticas[7]
(©)] A continuacion se ofrece unalista de lugares en los 21/20 Disposiciones paradl barrido o &

cuales se indican aplicaciones especificas que utilizan o ;
técnicas de sonda de barrido: [7] posicionamiento [7]

B82B 3/00 Fabricacion o tratamiento de 21/22 . . Detalles estrL,JcturaIes [7]
nanoestructuras 21/24 . . Compensacion delos errores provocados por la

temperatura o las vibraciones [7]
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